B. Transmissions- und
Reflexionsdaten

Abbildung B.1.: Quelle
Skizze der zur Messung der
Filmreflektivitat ~ verwendeten
Anordnung in einem kommer-
ziellen Spektrometer der Firma
Beckman.
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In Zusammenhang mit Abb.(1.2Q)und Abb.(5.21);, wurden das Reflexions-, Trans-
missions und Absorptionsvetigen von Metallfilmen diskutiert. Um digif dieExperimen-
te dieser Arbeit verwendeten Filme zu charakterisieren und deren ualitiberpiifen,
wurde ein kommerzielles Spektrometer der Firma Beckman benutzt. Dieses Spektrometer
ermoglicht die Messung der Transmission in einem kleinen, abgedunkelten Messraum. F
die Berechnung der Absorptionitesen aber auch Reflexionswerte vorliegen, dredie
in [13, 34] gezeigten Gold—Daten mit Hilfe einer Umlenkung und eibe&—Gold—Films
als Kalibrierspiegel aufgenommen wurden. Diese Messungen wurden dann mit der theo-
retischen und welledAhgenabéngigen Reflektivat multipliziert. Damit konnten diese Re-
flektivitatsdaten zwar eine Aussagber die Qualit der verwendeten theoretischen Film-
dickenablngigkeit und aucliber die Filmqualét machen, es handelt sich dabei aber nicht
um eine reine Messung vdR(A,d). Um diesen Umstand zu verbessern und insbesonde-
re damit diese Messung auch an anderen Metallen durighgeferden konnte {iir die kein
Modell der Reflektiviat vorliegt, musste der Aufbau leicht abgewandelt werden. Es wird jetzt
zur Kalibrierung der Reflektiviitsmessung die Messdiode direkt in den Strahlengang gestellt,
Position A in Abb.(B.1). &r die eigentliche Messung der Reflektatiwird dann der Strahl
an der Probe auf die Diode reflektiert, die dazu in die Position B bewegt wird. Diese Position
ist bestimmt durch die Tatsache, dass die Reflexioglimhst normal erfolgen soll und der
Strahlfokus sich nicht gegéber der Kalibrierungsposition v@ndert haben darf. Dies kann
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realisiert werden, wenn die Messdiode auf einer Kreisbahn um den Probenort verschoben
werden kann.

Experiment Literatur + d—Theo.
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Abbildung B.2.: Reflexions- und Transmissionsveigen an Ni in Abkngigkeit von Wel-
lenlange und Filmdicke d = 10...60nm). Gezeigt sind links die mit einem Beckman—
Spektrometer vermessenen Filme und rechts die aus der Literatur [78] entnommenen Werte unter
Beruicksichtigung von Vielfachreflexionen im Film. Die Zahlen geben die Filmdicke in Nanome-
ter an, die nicht beschrifteten Filme folgen dem gezeigten Trend.

Die Ergebnisse der damit durchgaften Messungen sindif Gold in Abb.(1.20),, fur
Nickel in Abb.(B.2), fir Molybdan in Abb.(B.3) undiir Chrom in Abb.(B.4);, gezeigt und
wurden in Kap.(5.3.3),g diskutiert.

Die Abweichungen im Reflexionssignal von Chrom zwischen den Beckman- und den
Literaturwerten kann nicht in einer Winkeladhgigkeit der Reflexion begndet sein. Wie
aus der Abb.(B.1);, ersichtlich ist, wird mit diesem Aufbau die Messung der Reflekitvit
unter einem kleinen Restwinkel durchgbkft, a ~10°. Die Winkelablangigkeit des Signals
ist in diesem Bereich aber vernaahsigbar.

132



Experiment Literatur + d—Theo.

/0 r—— I | L ——— /0

60 | 1k 1 60

N 50 . 150
X 40 . 3
5
30 | ] ]
40 | :
30 F 1k .
I 1t f
20 ¢ 1 -
- i ;
10_—
g 30:/

O' . MO

400 600 800 400 600 800
Wellenlange A (nm)

Abbildung B.3.: Reflexions- und Transmissionsveigen an Mo in AbBAngigkeit von Wel-
lenlange und Filmdicke d = 10...60nm). Gezeigt sind links die mit einem Beckman—
Spektrometer vermessenen Filme und rechts die aus der Literatur [78] entnommenen Werte unter
Berlicksichtigung von Vielfachreflexionen im Film. Die Zahlen geben die Filmdicke in Nanome-
ter an, die nicht beschrifteten Filme folgen dem gezeigten Trend. Die Zacken im Transmissions-
signal z.B. bei 550 nm und 750 nm haben ihre Ursache in einer Messbereichsumschaltung in dem
Spektrometer.
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Experiment Literatur + d—Theo.
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Abbildung B.4.: Reflexions- und Transmissionsveaigen an Cr in Ablngigkeit von Wel-
lenlange und Filmdicke d = 10...60nm). Gezeigt sind links die mit einem Beckman—
Spektrometer vermessenen Filme und rechts die aus der Literatur [78] entnommenen Werte unter
Berlicksichtigung von Vielfachreflexionen im Film. Die Zahlen geben die Filmdicke in Nanome-
ter an, die nicht beschrifteten Filme folgen dem gezeigten Trend.
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